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摘 要

IR-drop是超深次微米製程下的一個訊號整合議題。電壓降不只引起電路延遲，在低電壓供應時更會造成降低電路的雜訊

容忍度的問題，而且電子遷移（Electromigration, EM）也會造成電路可信度的問題。 在此議題下，有兩個最大尖峰電流評

估的理論被提出來。理論一是使用非相依性測試向量（Pattern Independent）的方式，這是被認定為最差情況（Worst-case

）的一種理論。理論二是利用相依性測試向量（Pattern Dependent）的方式，這是較理論一實際的一種評估方式。 電路的

實際尖峰電流可以由使用設計者所提供的驗證輸入測試向量中獲得。由於理論一的方式高估了尖峰電流，精確的尖峰電流

是動態行為（與測試向量相依），所以使用真實的測試向量可以計算出真實的邏輯閘切換尖峰電流。這種量測方法精確且

低於理論一的方法，可以更合理地幫助於電壓網絡設計。 傳統的靜態時序分析並沒有考慮不同的供應電壓情況下的延遲影

響，及電壓降對邏輯閘延遲時間的改變，以一個簡單的例子只提供0.78VDD電壓源，所測量的電路延遲就比原先的時間多

出14.7%，在這樣的考量下，所以我們發展最大尖峰電流計算與電壓降分析的架構，希望藉此分析了解電壓降影響下造成

的電路延遲效應。 我們使用HSPICE正確萃取與校正標準元件中的庫特徵值，將資訊整理成電流、電壓、延遲時間的三種

狀態關係表格，來計算最大尖峰電流與電壓降及延遲效應的分析架構，了解電路中嚴重電壓降所造成的電路延遲效應，最

後利用餘裕時間來減少邏輯電路中的尖峰電流。
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